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Przyrzad do pomiaru odksztalceri pod wplywem dzialania sily
skupionej
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Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do po-
miaru odksztalceni pod wplywem dzialania sity
skupionej, majgcy zastosowanie do badain kon-
strukeji podlogowych wykonanych na budowie lub
badan laboratoryjnych materialow.

Obecnie stosuje sie przyrzady, przy pomocy kté-
rych mozna pomierzyé¢ wielko§¢ weisku pod wply-
wem dzialania sity skupionej tylko w warunkach
laboratoryjnych przez ulozenie prébki materialu
na nieodksztalcalnej plytce stalowej. Badanie tego
rodzaju nie daje rzeczywistego obrazu poézniej-
szych odksztalcen materialu w konstrukcji wyko-
nanej na budowie.

Konstrukcja podlogowa o ukladzie warstw jak
w budynku podlega pod dzialaniem sily skupionej
odksztalceniom w postaci ugiecia i wcisku. Tych
wielkoSci nie daje sie pomierzyé zadnym z obec-
nie znanych przyrzadow.

Przyrzad wedlug wynalazku o konstrukeji umo-
zliwiajgcej pomierzenie wielko$ci ugiecia i wei-
sku na dowolnej konstrukecji podlogowej zawie-
rajacej wszystkie warstwy przewidziane projektem
oraz pomiar wielkoéci weisku w warunkach labo-
ratoryjnych, jest uwidoczniony w przykladowym
rozwigzaniu na rysunku.

Przyrzad wedlug wynalazku sklada sie ze sto-
jaka 1, w ktérym umieszczony jest ruchomy
trzpien 2 posiadajgcy od dolu wkrecany, wymienny
stempel 3 za$§ od goéry zakonczony tulejg 4 na kt6-
rag naklada sie wycechowane obcigzniki 5, przy
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2
czym stojak 1 jest odpowiednio sprzezony z trzpie-
niem 2 mechanizmem pomiarowym 6, wskazuja-
cym wielko§é odksztalcenia.

W celu zachowania prostopadloéci dzialania silty
przyrzad wedlug wynalazku posiada $§ruby regu-
lacyjne 7 oraz odpowiednio podwieszony pion 8.

Pomiar wielkoSci ugiecia i gleboko$ci weisku
za pomoca przyrzadu wedlug wynalazku przepro-
wadza si¢ w ten sposdb, ze umieszcza si¢ przyrzad
na badanej konstrukcji podlogowej, wkreca sie
odpowiedni stempel 3 do badania ugiecia, §srubami
7 reguluje sie pionowe ustawienie przyrzadu, na-
stepnie zaklada sie obcigzniki 5 pod wplywem
dzialania ktérych nastepuje ugiecie w miejscu
przylozenia sily. Maksymalne ugiecie oraz ugiecie
trwale po zdjeciu obcigznikéw 5 odczytuje sie na
zegarze mechanizmu pomiarowego 6.

Zmieniajgc stempel 3 do badania ugiecia na
stempel 3 do badania wcisku bez zmiany poloze-
nia przyrzadu, mierzymy w analogiczny sposéb
maksymalng gleboko§é weisku oraz jego pozosta-
tosé (trwate odksztalcenie).

Przyrzadem wedlug wynalazku mozna mierzyé
takze gleboko$é weisku stempla w dowolnych ma-
terialach w warunkach laboratoryjnych, na tej sa-
mej zasadzie pomiaru jak przy postugiwaniu sie
obecnie znanymi przyrzadami do tego celu.

Zaleta przyrzadu wedlug wynalazku jest mozli-
woS¢ rozbierania go na poszczegdélne elementy,
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przenoszenie, prostota w konstrukeji i latwosé¢ w

obstudze.
Zastrzezenie patentowe

Przyrzad do pomiaru odksztalcen pod wplywem
dziatania sily skupionej majacy zastosowanie do
badan konstrukeji podlogowych na budowie lub
badan laboratoryjnych materialéw, znamienny
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tym, ze ma stojak (1), w ktéorym umieszczcny jest
ruchomy trzpien (2) posiadajacy od dolu wymien-
ny, najlepiej wkrecany stempel (3), za§ od géry
jest zakoficzony tulejg (4) na ktérg naklada sie
wycechowane obcigzniki (5), przy czym stojak (1)
jest odpowiednio sprzezony z trzpieniem (2) me-
chanizmem pomiarowym (6), wskazujacym wiel-
ko$¢ odksztalcenia.
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